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RESUMO

Com o avanço da engenharia mecânica torna-se cada vez mais difícil a utilização de métodos analíticos ou numéricos para a análise da distribuição de tensões/deformações de estruturas. Nestes casos, uma alternativa é a utilização de métodos experimentais, como por exemplo, a fotoelasticidade.

Na fotoelasticidade de transmissão é necessário a confecção de modelos transparentes com propriedades de anisotropia ótica quando submetidos a esforços mecânicos. Para a aplicação desta técnica é necessário utilizar luz polarizada obtida através de um aparelho denominado polariscópio. 

Tradicionalmente, a obtenção dos parâmetros fotoelásticos de modelos planos é feita utilizando fotografias ou através de análise direta. Este processo é lento e trabalhoso e, de certa forma, prejudica a aplicação da técnica. Neste trabalho foi desenvolvida uma técnica de obtenção automática da ordem de franja utilizando imagens adquiridas por uma câmera CCD acoplada diretamente ao polariscópio. O trabalho utiliza uma metodologia proposta por Yoneyama e Takashi (1998) que emprega luz polarizada elíptica. O método foi implementado em ambiente Matlab®.

A figura 1 apresenta o esquema da metodologia experimental utilizada para determinação automática dos parâmetros fotoelásticos utilizando o método proposto.
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Figura 1 – Esquema da montagem experimental para determinação da ordem de franja.

Para a determinação da ordem de franja é utilizada a equação (1) onde Rm, Gm, Bm são os valores de intensidade de cinza, extraídos do modelo analisado, e Rj, Gj, Bj são os níveis de RGB obtidos do modelo de calibração (Barra de seção retangular sob flexão pura).
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            (1)
As direções das tensões principais são obtidas através da solução númerica de uma equação não linear. Neste trabalho a determinação das direções das tensões principais não será apresentada, pois está em fase de implementação.

A técnica foi avaliada utilizando um modelo de um disco sob compressão, Timoshenko (1951). A tabela de calibração foi gerada utilizando uma barra de seção retangular sujeita a flexão pura. Os parâmetros de RGB do modelo e da barra foram adquiridos em pontos pré-determinados, utilizando o esquema mostrado na figura 1. Nesta etapa, foi feita apenas uma comparação visual da ordem de franja lida com a obtida pela aplicação da metodologia. O nível máximo de momento fletor foi projetado para gerar uma ordem de franja igual a 3 na extremidade da barra. A ordem das franjas é determinada utilizando a tabela de calibração juntamente com a equação (1). A figura 2 apresenta o modelo analisado e o resultado para um ponto aleatório escolhido no disco.
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	      Ordem de franja no ponto analisado 

      N =  2

      R      G      B

     153   122   102

       


Figura 2 – Modelo analisado e o resultado da ordem de franja e os parâmetros RGB
O trabalho apresenta uma técnica para obtenção automática da ordem de franja utilizando luz polarizada elíptica. Os resultados obtidos em alguns testes iniciais foram satisfatórios. Na sequência trabalho será realizado um tratamento das imagens adquiridas visando melhorar a precisão dos parâmetros fotoelásticos identificados. 
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